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Este trabalho tem como objetivo correlacionar ’
fendbmenos mecanicos resultantes de deformacdes
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plasticas em superficies de diversos acos. A

Micrometros

técnica empregada utiliza reflexdo da luz na
superficie destes materiais para se definir o grau
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de deformacdo imposto por processos de
usinagem. O objetivo deste trabalho é o
desenvolvimento de uma correlacdo entre a
topografia de uma superficie e a intensidade da
reflexdo luminosa, buscando parametrizar estas
grandezas de forma a analisar a rugosidade de
uma superficie pelo modo ndo contato.

Figura 2 - Resultados dos parametros
topogréficas para todas as amostra de aco.

A Figura 3 mostra que a relagdo entre o0s
Intensidade absoluta de reflexdo da luz sobre a
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Inicialmente, foram selecionados cinco tipos de
acos de baixo e médio teor de carbono, cito: * .
ABNT 1020, 1045, 4140, 4340 e H13. As pecas "
foram faceadas no torno mecéanico Clever L-1440
ECO utilizando fluido de corte mineral e
ferramenta de metal duro da classe S. Apds este
processo foi mensurado a rugosidade das
amostras com o rugosimetro de contato SJ-210.

30000

-
°

29500

Intensidade Absoluta
-
Micrometros

A 50

Por fim as intensidades luminosas relativas as . .
topograﬂas das amostras foram Calculadas Amostra 1020 Amostra 1045 m::trﬂalj Amestra 4140 Amasira 4340
através da esfera integradora e espectroscopia ) ) ) ® G Y Rttt
6ptica (Figura 1). Figura 3 — Analise comparativa da intensidade

absoluta e Par@metro de rugosidade Rz.
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Pode-se concluir que existe uma relacdo entre
intensidade absoluta luminosa e a rugosidade
superficial das amostras, levando assim a

Figura 1 - Montagem optlca da Esfera possivel caracterizacdo futura da topografia da
integradora. amostra através da analise destes dois
parametros.

A Figura 2 apresenta os resultados obtidos via _
rugosimetro de contato, onde foram retirados os

parametro topograficos Ra, Rq e Rz.
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